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(57) Abstract: L'invention porte: sur un connecteur de mesure de résistances électriques, sur un dispositif de connecteur de mesure
O\ de résistances électriques, sur leur procédé de fabrication, sur un dispositif de mesure de la résistance électrique d'un circuit substrat,
et sur une méthode précise et sire de mesure de résistances électriques réalisant les connexions électriques nécessaires méme pour
des circuits substrats de grande taille comportant de nombreuses petites électrodes. Le connecteur de mesure comprend: un substrat
0 isolant et plusieurs ensembles d'électrodes de connexion disposées a la surface du substrat isolant dans une disposition correspon-
& dant a celle des électrodes du substrat dont la résistance électrique est & mesurer. Chacun des ensembles d'électrodes de connexion
; comporte au moins trois électrodes distinctes dont une au moins sert a 1'alimentation en courant et une au moins a mesurer la tension.
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